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W05b ASTRO-H搭載X線CCDカメラ (SXI)の軟X線に対する検出効率の測定
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我々は ASTRO-H衛星に搭載する X線 CCDカメラ（Soft X-ray Imager：SXI）の開発を行っている。X線
CCDは可視光や紫外線にも高い感度を持っているため、SXIは厚み 100nmのアルミニウムからなるOBL(Optical
Blocking Layer)をCCD素子の表面に直接コートし、可視光を遮断する。また、SXIはCCDの汚染を防ぐため、
厚み 200nmのポリイミド層と厚み 30nmのアルミニウム層からなるコンタミネーション防止膜（Contamination
Blocking Filter：CBF）をCCDの前面に装備することにより、ポリイミドで紫外線を遮断し、アルミニウムで可
視光の一部を遮断する。CCDの駆動電圧は検出効率に影響するため、我々はまず、OBLをコートしたフライト
品と同等の小型CCD素子に 55FeからのX線を照射し、エネルギー分解能、読み出しノイズなどの性能を評価し
ながら、駆動電圧の最適化を行った。そして、高エネルギー加速器研究機構のフォトンファクトリー（KEK-PF）
のビームライン（BL-11A）で 2keV以下の軟 X線の照射実験を行い、軟 X線の検出効率の測定を行った。検出
効率の測定では、酸素の吸収端付近のXAFS構造も含めた検出効率を測定した。
本公演では、KEK-PFでの小型素子の軟X線に対する検出効率などの性能評価実験の結果を中心に報告する。


